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ANWENDERKONFERENZ OPTISCHE MIKROSYSTEME

Dienstag, 20. November 2012
CiS Forschungsinstitut, Konrad-Zuse-Str. 14, 99099 Erfurt

Mittwoch, 21. November 2012
IHK Erfurt, Arnstadter Str. 34, 99096 Erfurt

14:45

16:00

16:10

16:30

17:00

17:30

17:45

18:00

20:00

Flhrung durch das CiS Forschungsinstitut

BegriiBung und Moderation,

Hans-Martin Bitzer, OptoNet e.V.

GruBworte

Jochen Staschewski, Staatssekretar, Thiringer
Ministerium fir Wirtschaft, Arbeit und Technologie
Dr. Arnulf Wulff, LEG Thiringen mbH
Assistenzsysteme in der Medizin - Quo vadis?
Dr. Ralf von Baer

Geschaftsfihrer

Robert Bosch Healthcare GmbH

Das Potential der MST in der Messtechnik fiir
Labor und Prozess

Dr. Reinhard Baumfalk

Vice President R&D

Sartorius Weighing Technology GmbH
Applikationszentrum amos: Entwicklung und
Strategie

Dr. Olaf Brodersen, CiS Forschungsinstitut
Unterzeichnung amos - Kooperationsvertrag
Dr. Hans-Joachim Freitag, CiS Forschungsinstitut
Prof. Dr. Andreas Tiinnermann, Fraunhofer IOF

Get together

Kulturprogramm
Geflihrte Nachtwanderung durch Erfurt

s AZ

09:00 BegriiBung
Detlef Reuter, IHK Erfurt
Er6ffnung der Fachkonferenz
Dr. Klaus Schindler, OptoNet e.V.
Vorstellung Applikationszentrum amos
Andreas Albrecht, CiS Forschungsinstitut

Gesundheit / Life Science

Moderation
Bernd Scholler, MCC Ges. f. Diagnosesysteme in
Medizin und Technik mbH & Co. KG

09:20 EKG-gekoppelter Pulswellenanalysator fir das
Screening vaskularer Dysregulation in der normo-
tensiven Glaukomdiagnostik
Kristin Feld, Aviant GmbH
Uwe Buschmann, CiS Forschungsinstitut

09:40 Optischer Lageindikator - ein SchlUsselelement in der

hochauflésenden Wagetechnik

Michael Mller, Sartorius Weighing Technology GmbH

Dennis Mitrenga, CiS Forschungsinstitut

10:00 Kontinuierliches klinisches Blutzucker-Monitoring mit

Polarisationssensoren
Kai Zirk, SES - Entwicklung GmbH
Dr. Hans-Joachim Freitag, CiS Forschungsinstitut

10:20 Kaffeepause
Poster- und Exponateschau

industie- und Kindeihammes
Erfurt

Aufbau- und Verbindungstechnik

11:00

11:20

11:40

12:00

Moderation

Wolfgang Brode, SIEGERT TFT GmbH
UP-Bearbeitung mikrooptischer Arraystrukturen fur
Faserkoppler

Dr. Erik Beckert, Fraunhofer IOF

Skalierbare Faserschmelzkoppler

Christa Peters, CeramOptec GmbH

Steffen B6hme, Fraunhofer IOF

Solder Jet Bumping - Basistechnologie fir die
Mikromontage elektronenoptischer Baugruppen
Hans-Joachim Déring, Vistec Electron Beam GmbH
Mittagspause

Poster- und Exponateschau

14:10

14:30

Mikromechatronisches Interferometer fir
mechanische und geometrische MessgroBen

Olaf Mollenhauer, TETRA Ges. f. Sensorik, Robotik
und Automation mbH

Dr. Martin Schadel, CiS Forschungsinstitut
Kaffeepause

Poster- und Exponateschau

Industriesensorik und Prozessautomation

Messtechnik

13:30

13:50

Moderation

Dr. Reinhard Baumfalk, Sartorius Weighing
Technology GmbH

Einsatz von Diodenarrays im Bereich der
Fahrdynamik

Lukas Pdllen, Kistler Automotive GmbH

Dr. Olaf Brodersen, CiS Forschungsinstitut
Chemolumineszenzdetektoren fir NO2

Dr. Olaf Kiesewetter, UST Umweltsensorik GmbH
Andreas Schmidt, CiS Forschungsinstitut

15:10

15:30

Moderation

Michael Philipps, Endress+Hauser Consult AG
Daten- und Leistungsubertragung mit Lichtwellen-
leiter fUr die Sensorik

Erhard Thiel, Ratioplast-Optoelectronics GmbH
Reinhard Jurisch, microsensys GmbH

Entwicklung und Einsatz eines Schneidkantensensors
Dr. Werner Fuchs, Mahr GmbH

Dr. Peter Kiihmstedt, Fraunhofer IOF

Kompetenzdreieck Optische Mikrosysteme

15:50

16:10

16:30

Moderation

Volker Wiechmann, medways e.V.

Optische Pinzette

Prof. Sinzinger, TU llmenau

3D-Integration in der Mikrosystemtechnik

Uwe Schwarz, X-FAB Semiconductor Foundries AG
Schlussworte

Dr. Klaus Schindler, OptoNet e.V.



